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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 
 
Настоящая монография посвящена анализу основ интегральной мно-

гопараметрической диффузнодинамической дифрактометрии монокри-
сталлических материалов с дефектами. В ней изложена динамическая тео-
рия интегральных интенсивностей брэгговского и диффузного рассеяний 

рентгеновских лучей в кристаллах с дефектами нескольких типов. Рассмот-
рены выражения для интегральной интенсивности рассеяния и ее брэггов-
ской и диффузной составляющих, связывающие их с характеристиками де-
фектов в кристаллах при дифракции, как на отражение, так и на прохожде-
ние. Описаны экстинкционные эффекты за счет рассеяния на дефектах без 

ограничений на их размеры в когерентном и диффузном рассеяниях при ма-
лых и больших эффектах диффузной экстинкции для дифференциального и 

интегральных коэффициентов и факторов экстинкции за счет многократно-
сти рассеяния на флуктуационных отклонениях от периодичности решеток 

кристаллов. На основе построенной динамической теории, при ее сравнении 

с кинематической, обсуждается новая физическая концепция, которая по-
зволила раскрыть и детально проанализировать физическую природу обна-
руженных явлений, обуславливающих, с одной стороны, принципиальное 

ограничение информативности кинематической картины рассеяния, а с дру-
гой стороны, радикальное повышение информативности картины динами-
ческого рассеяния. Показано, что это повышение информативности за счет 
преобразования зондирующего кристалл волнового поля из бегущего в 
стоячие и взаимодействующие между собой брэгговские и диффузные 
блоховские волны обусловлено обнаруженным явлением колоссального 
усиления проявления дефектов в картине многократного рассеяния и воз-
никновения очень существенной зависимости от условий дифракции как 
установленного усиления, так и характера влияния дефектов на динамиче-
скую картину в целом, что не имеет места принципиально в кинематиче-
ском случае. Показаны обусловленные этим явлением и рядом следствий из 

него (таких как нарушение при многократном рассеянии двух законов со-
хранения кинематической теории, а именно – независимости полной инте-
гральной интенсивности дифракции от характеристик дефектов, а вклада 
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ее диффузной составляющей от условий дифракции) уникальные диагно-
стические возможности созданной интегральной многопараметрической  

диффузнодинамической комбинированной дифрактометрии (ИМДДКД). В 

частности, показаны качественно новые возможности реализации впервые 

многопараметрической диагностики материалов и изделий нанотехнологий. 
При этом обсуждаются созданные на основе построенной теории модели вы-
сокоинформативной ИМДДКД, базирующейся на анализе оказавшихся уни-
кально чувствительными к характеристикам дефектов зависимостей инте-
гральных интенсивностей от различных параметров, характеризующих усло-
вия дифракции (углы Брэгга, азимутальные углы, толщины и изгибы кри-
сталлов, длины волн, амплитуды ультразвуковых колебаний, различные гео-
метрии и предельные случаи дифракции и др.), а также на изучении скачков 
интенсивности вблизи K-края поглощения и отклонений от закона Фриделя и 

их деформационных, толщинных и др. зависимостей. Обсуждены результаты 

экспериментальной апробации созданных моделей для ИМДДКД монокри-
сталлических изделий с нарушенными поверхностными слоями и дефектами 
нескольких типов, которые могут быть и неоднородно распределенными. 

 
Член-корреспондент НАН Украины,  

профессор В.Б. Молодкин 
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